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摘要(译)

多个LED芯片6的检查方法。 形成在蓝宝石衬底7上。 ,包括:放置蓝宝石
衬底7的第一步。 检查接线板11上方。 这样每个电极10 多个LED芯片中
的6 电极布置在相应的电极垫12上方。 提供在检查接线板上11 在对应于
电极10的位置。 ,然后放置蓝宝石衬底7 在检查接线板上11 ; 电连接每个
电极的第二步骤10 多个LED芯片中的6 和相应的电极垫12 检查接线板11
的位置。 ; 第三步是向多个LED芯片6供电。 通过检查接线板11 ,并确定
6. LED芯片的质量。
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